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摘要(译)

用于超声波装置的控制装置包括：将根据超声波的任反射从与空气或超
声波的反射界面反射的基准值的基准值设定部从与测定对象的界面反射;
它设置一个基准周期在比接收从超声换能器元件发送和从测量目标反射
的超声波的时间更早的时间结束的基准时间设定部;和剥离检测部，其通
过比较接收信号，这是从在基准期间超声换能器元件的输出，与基准值
检测所述超声换能器元件的剥离。
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